
n Background
特に近⾚外の検出器ではピクセルサイズが⼤きいためアン
ダーサンプリングになりがち
⇨アンダーサンプリングで正確な測光を⾏うためにはサブ
ピクセルの不均⼀性が測光に及ぼす影響をきちんと評価す
る必要がある。

n Instruments
Spot-o-Maticという検出器試験装置を⽤いてサブピクセ
ルサイズに集光された光を使い、検出器をステップスキャ
ンし、検出器の応答を記録することで、サブピクセル応答
の測定を⾏う。評価する検出器は以下の表にある5つ。

Subpixel Response Measurement of Near-
Infrared Detectors 
Barron et al. 2006, arXiv:astro-ph/0611339

n ・Beam spot characterization
フーコー・ナイフエッジ法
1050μmと1550μmについてエッジトレースを取得
⇨微分したものが線広がり関数

n Pixel Response
1.PSF,2.電荷拡散,3.容量結合が含まれる

⇨ピクセル応答関数を求めるためには測定された画素応答
からPSFの影響を取り除く必要がある。

n Results
1. Table1の前3つの⾼量⼦効率検出器
⇨同じような振る舞い
⇨そのうちの1つについて詳しく⾒ていく

ü ピクセル境界において、信号が隣接する 2 つのピクセ
ル間で均等に共有されている(rms変動1.02%)

ü ピクセル境界で同じ効率で電荷収集(左右対称)

5ピクセル分だけスキャンした時の真ん中の画素の応答

⇨このデバイスのピクセル内変動の主な原因は，電
荷収集の不備ではなく，横⽅向の電荷拡散また は容
量結合

• Pixel response(No PFS)
画素応答の各成分(PSF etc.)のモデル関数を作り、そ
の⼤きさをフィッティングによって求め、ピクセル
を表すボックスカーと容量結合と電荷共有の積に
よってピクセル応答関数を求める
⇨⼆次元で⾏ったものが右図
⇨変動は1.9%
⇨測光に測定可能な影響を与えない

2. Table1の下2つ
Ø H1RG-BA #25
⇨ランダム⼤きなランダム変動やピクセルエッジ付
近での感度の落ち込み

Ø H2RG #40
右のような⾮対称なピク
セル応答が検出器の全て
のピクセルに⾒られる。
⇨アンダーサンプリング
の場合測光性能が著しく劣化

n Photometry Simulation
前述の⼆つのピクセル応答
関数にガウスPFSを畳みこ
んだ観測される画素応答の
モデルを⽤いて測光性能の
シミュレーション(右図)
⇨⾼量⼦効率検出器はどの
サイズのPSFでも測光誤差
は2%未満
⇔H2RG #40ではPSFが1ピクセルよりも⼩さい時に
測光誤差が10%を超える可能性(PSFのFWHMが2ピ
クセル以上だと測光誤差は無視できる)。


